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Wzorcowanie*:

e wzorcow chropowatosci za pomoca profilometru stykowego,

e wzorcow okraggtosci w postaci watka ze scieciem (flick
standard) za pomocg profilometru stykowego,

e wzorca sferycznego w postaci szklanej potkuli za pomoca
przyrzadu do pomiardw zarysu ksztattu,

Pomiary:

e struktury geometrycznej powierzchni (SGP) za pomoca
profilometru stykowego,

e SGP za pomoca nanomaszyny z wykorzystaniem gtowic
AFM, WLI, FV i stykowej,

e odchytek geometrycznych
pomiardw zarysu ksztattu,

za pomocy przyrzadu do

o 3D za pomoca skanera swiatta strukturalnego,

e elementéw wielkogabarytowych na wspdtrzednosciowej
maszynie pomiarowej (CMM),

o elementdw wielkogabarytowych za pomoca laser trackera.
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ZASTOSOWANIE

przemyst lotniczy i motoryzacyjny,

robotyka (wytwarzanie energii oraz w inzynierii ladowej i
materiatowej),

uzytkownicy zaawansowanych urzadzen pomiarowych do
wykonywania badan w skali nano (mikroskopy AFM, SPM),
laboratoria badawcze i wzorcujace,

przemyst: metalowy i maszynowy, srodkéw transportu,
elektrotechniczny, tozyskowy,

producenci pomp i armatury przemystowej,

firmy zajmujace sie automatyzacjg procesu produkcji,
producenci maszyn dla przemystu spozywczego,
producenci elementéw wytwarzanych technologia druku 3D.

ZALETY

Pomiary i wzorcowania wykonywane w SKL GUM gwarantuja
niskg wartos¢ niepewnosci pomiaru oraz zachowanie
spojnosci pomiarowe;.

* Badania akredytowane bedg realizowane od 2026 r.
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